Wellenlange [nm]

1 Transparente, weiBe OLED
(OSRAM Opto Semiconductors).

2 Gemessenes und simuliertes Strahlungsfeld

einer blauen OLED.
3 Schichtdickenabhédngige Effizienz einer
Serie blauer OLEDs.
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Optik Organischer LEDs

Fur die quantitative Beschreibung und
die technische Optimierung Organischer
LEDs als neue, kommerzielle Lichtquellen
ist die genaue Kenntnis der aktiven und
passiven optischen Eigenschaften des
Systems ,,OLED” eine wesentliche
Voraussetzung.

Optische Charakterisierung

- Modellfreie Bestimmung der Material-
dispersion n(A)+ik(A) dinner Schichten

- Zerstorungsfreie Bestimmung aller
Schichtdicken im fertigen OLED Stack

- Vermessung des polarisations-, winkel-
und wellenldngenaufgeltsten Strahlungs-
feldes in Luft bzw. im Substratglas

- Detaillierte optische Modellierung mit
eigener Software (,,Radiating Slabs")

- Schlussfolgerung auf Eigenschaften der
elektrisch angeregten Emitter
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Emittereigenschaften

OLEDs mit angepasstem Schichtstapel
(z.B. Emitter — Kathoden — Abstand)
ermoglichen die Bestimmung von

- internem Elektrolumineszenzspektrum,
- Orientierungsverteilung der Emitter,
Profil der Emissionszone und

Quanteneffizienz der Lumineszenz des
angeregten Zustands

durch Messungen des Fernfeldes der
OLED im regularen elektrischen Betrieb
und optische Rickwarts-Simulationen.
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